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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Krystaliczny kontroler do pomiaru grubosci naktadanej warstwy o srednicy: 12,5 mm

Przedmiot zamowienia stanowig akcesoria do mikroskopu skaningowego Nova Nano
Sem450 w postaci zuzywalnej czesci do napylarki, ktoéra pozwala na pomiar gruboSci
natozonej warstwy na probke.

W projekcie Politechniczna Sie¢ VIA CARPATIA im. Prezydenta Lecha Kaczynskiego
- ptatne ze srodkéw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego na podstawie umowy
nr MEiN/2022/DPI1/2575 z dnia 20.10.2022, Dziatanie nr 7 ISKRA niezbedne staje sie
przygotowanie odpowiednie prébek polimerowych w postaci natozenia o odpowiednigj
grubosci warstwy z metalu lekkiego. Taki pomiar jest wymagany do odpowiedniego
obrazowania probek za pomocg mikroskopii skaningowe;.

www.viacarpatia.pro
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